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Stanowisko do badania czujnikdw optoelektronicznych

Wstep

Artykut zawiera opis konstrukcji stanowiska do ba@daczujnikéw opto-
elektronicznych. Sklada sie on z trzecksci Czs$¢ pierwsza zawiera przed-
stawienie problemu, koncepcipktadu oraz analizdotychczas stosowanych
rozwiazan wykorzystywanych przy badaniu czujnikbw optoelekicznych.
W dalszej cgsci zostata przedstawiona charakterystyka stanowigkseghd
zastosowanych w projekcie elementéw elektronicznyehz z ich parame-
trami. W czsci trzeciej opisany zostat sposéb badania czujnikiptoelek-
tronicznych. Podsumowanie omawia problemy, z jakamiorzy zetkali si¢
przy pracy nad stanowiskiem, giovosciami jego wykorzystania oraz udo-
skonalenia.

Motywem stworzenia kolejnego stanowiska do badanignikow optycz-
nych byfa potrzeba sprawdzenia oddziatywania nhaieiezujnikow w bliskiej
odlegtaci oraz zmian odczytéw czujnikbw pod wplywem zmaggiych si
warunkow przestrzeni, w ktérej pragupo testowania czujnikdw optycznych
uzywa sk obecnie wielu stanowisk pomiarowo-badawczych. dkipomia-
rowe r&nia si¢ miedzy soly mozliwosciami zmian odlegtéci, materiatu odbi-
ciowego oraz gytymi czujnikami (analogowymi lub cyfrowymi). Autpy
artykutu nie doszukali sinatomiast stanowiska, ktére pozwala na zbadanie
wzajemnego oddziatywania dwoéch blisko siebie polych czujnikdw.

1. Budowa stanowiska

Stanowisko pomiarowe skladaesz dwdch czujnikébw analogowych
SHARP GP2Y0A41SKOF (rys. 1), ukfadu stexggo silnikami krokowymi
oraz serwomechanizmami. Gtdwnym elementem wykongmcamaliwiaj a-
cym badanie czujnikéw zlieéniowych jest modut liniowy wlasnej konstrukciji,
ktéry jest napdzany silnikami krokowymi w dwéch osiach. Modut bz na
profilu z tworzywa i szynowej prowadnicy liniowgyp ktorej porusza siwoé-
zek. Ruch obrotowy silnikbw nagza kota zbate, ktére za poednictwem
paskow przemieszczaliniowo wdzek prowadnicy.

Podstaw ukfadu jest bezbarwna plyta akrylowa (rys. 2ijta w celu uzy-
skania odpowiedniej ekspozycji elementow sterowythbz a jednoczmie mak-
symalnego bezpiecistwa. Elementy sterownicze zostaly odseparowane od
pola roboczego ciemmiyta.

63€



Rys. 1. Czujnik SHARP GP2Y0A41SKOF

Rys. 2. Budowa stanowiska: a) szkic, b) konstrukcjastepna

Na obudowie zamocowano przyciski aetapce zasilanie, potencjometry
sterupce latem ustawienia czujnikbw wraz z joystickiem, za pomktérego
zmieniana jest odlegié czujnikdw od obiektu oraz pordzy nimi. Catdé jest
sterowana przez dwa mikrokontrolery Attiny26, ktpaprzez uktad Im298 kon-
troluja prae silnikdw krokowych oraz dwoch timeréw NES55, zamm kto-
rych wykonane jest sterowanie serwomechanizmamietaoskimi zmieniaj-
cymi kat potazenia badanych czujnikow.
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Rys. 3. Sterownik silnikéw krokowych: a) projekt PCB; b) projekt 3D;
¢) gotowy uktad; d) programowanie ukfadu

Stanowisko laboratoryjne zostato zaprojektowaneald sposéb, aby ce-
chowato st tatwa i bezpiecza obstug. Wszystkie elementy sterownicze s
podkczone na state i nie wymagangerencji uytkownika. Stanowisko zasila-
ne jest napiciem 230V i zabezpieczone jest bezpiecznikiem ngltpvym.
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W obwodzie gtdbwnym zainstalowany jest as#nik, z ktérego zasilaneas
wszystkie obwody. Kaly obwdd posiada separagd masy uktadu oraz wtasne
stabilizatory napicia. Poprawng pracy uktadu sygnalizgjdiody elektrolumi-
nescencyjne znajdage se w widocznych miejscach. kdy element stanowiska
wymagat daego nakladu pracy, co obrazuje rys. 4 przedstagyigiroces przy-
gotowania uchwytéw czujnikow.

a)

Rys. 4. Uchwyt czujnika: a) projekt wykonany w progamie Inventor; b) gotowy
element wydrukowany na drukarce 3D

2. Charakterystyka stanowiska

W projekcie uyto dwa czujniki analogowe firmy SHARP model
GP2YOA41SKOF. Czujnik ten zwraca oki@na wartas¢ napkcia na wysciu
zaleznie od odlegtéci do przeszkody. Im obiekt znajduje $ilizej, tym napgicie
na wygciu jest wysze (rys. 5, tabela 1).
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Rys. 5. Charakterystyka czujnika SHARP GP2Y0A41SKOF
Zrédito: Sharp GP2Y0A41SKOF data sheet.

63¢€



Tabela 1
Dane techniczne czujnikéw odlegkri

Lp. Opis Parametry

1. Napkcie zasilania 45-55V

2. Pobér padu @redni): 30mA

3. Zaskg 40 — 300 mm

4. Wyjscie analogowe sygnat napiowy

5. Czas odpowiedzi 5ms

6. Wymiary 29,5x13x 13,5 mm

Zr6dio: Sharp GP2Y0A41SKOF data sheet.

Sterowanie uktadu odbywaegbrzy pomocy:
- joysticka — sterowanie pozycpraz pgdkaoscia silnikow krokowych;
- dwdch potencjometrow 10kOhm — sterowanigakni czujnikow +45°.

3. Sposob i przebieg badania

Przed przysipieniem do badania nale zapozné sig z czujnikami opisa-
nymi w instrukcji oraz bdacymi na wyposzeniu stanowiska laboratoryjnego.
Nastpnie naley dokon& podhczenia przewodu zasitgjego stanowisko. Do
pomiaréw g wykorzystywane amperomierze oraz woltomierze, &ktbostan
podiiczone do badanego stanowiska wedtug schematu smeant instrukcji.
Po whczeniu urzdzenia (dziatanie uktadu sygnalizuje czerwona dib&®)
nalezy sprawdzt poprawnd¢ dziatania osi x, y, przeswmia czujnika oraz
ustawienia ktow czujnikéw. Gdy wszystkie elementy dziatgoprawnie, nale-
zy ustawt szyny w pozycjach zerowych wedtug schematu ideow&gienia-
jac nastawy na panelu sterowniczym, agledczytad wyniki pomiaréw z mier-
nikbw oraz zapisywa je kolejno w tabeli, a naginie narysowa wykresy
charakterystyk czujnikdw z otrzymanych danych.
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Rys. 6. Wyniki pomiaréw — wzajemne oddziatywanie agnikéw



W podsumowaniu naky umiesci¢ poréwnanie wynikow z natkatalogove
czujnikow oraz zapigauwagi i wnioski z wykonanegéwiczenia.

Rys. 6 pokazuje negatywny wplyw wzajemnego oddwiatyia na siebie
czujnikdbw podczas pulsacyjnegoagtania jednego z nich.

4. Ocena zestawu laboratoryjnego

Zestaw zostat oceniony przez ekspertéw petgk przydatnéci na zag-
ciach laboratoryjnych z przedmiotéw technicznyclee@a zostata przeprowa-
dzona w formie ankietowej, a k@e kryterium (aytecznd¢ podczas zaf
laboratoryjnych, innowacyjrsé konstrukcji, precyzja konstrukcji) oceniono
w pigciostopniowej skali. Tabela 2 przedstawiaednione wyniki ocen eks-
pertéw.

Tabela 2
Ocena stanowiska w opinii ekspertéw
Kryterium oceny Srednia ocena ekspertow
Uzyteczn@¢ podczas zaf laboratoryjnych 4,3
Innowacyjna¢ konstrukciji 4,2
Precyzja konstrukcji 4.5

Zestaw laboratoryjny i jegozytecznd¢ podczas zaf laboratoryjnych zo-
staty dobrze ocenione przez ekspertéw pod gdegh poprawnéi dziatania,
natomiast zgtoszone zostaly uwagi dotgez ergonomii rozmieszczenia mani-
pulatorow oraz opisu poszczegolnych funkcjiaglzenia.

Podsumowanie

Wykonany przez autorOéw projekt stanowi alternatyila istniejcych sta-
nowisk do badania czujnikobw optoelektronicznych.iZaane jest to z zastoso-
waniem r@norodnych materiatdw oraz precyzyjnej mechatroregonstrukcji
stanowiska. Studenci korzystay z wykonanego przez autorow uktadeddp
mogli zaobserwow@zakres pracy czujnikéw optoelektronicznych w odiggriu
do r&norodnych materiatéw, akébw ustawienia czujnika oraz ich wzajemnego
wplywu na siebie. Funkcjonalbé stanowiska w przyszici mazna rozszerzy
0 zmiarg temperatury, w ktorej pracugzujniki oraz ustawienia ok§®nej war-
tosci natzenia dwietlenia wptywajcego na odczyt parametrow. Badanie pracy
czujnikow w zalenosci od dziatajcych czynnikdw zewgtrznych stanowi wa
ny element w edukacji technicznej studentéw.

64C



Literatura

Dobies R. (1987)Metodyka konstruowania spim elektronicznegd/Narszawa.

Gajek A., Juda Z. (2009%zujniki Warszawa.

Pease R. (2005Projektowanie uktadéw analogowych — poradnik praktycLegionowo.

Piotrowski J. (2009)Pomiary — czujniki i metody pomiarowe wybranych vaétk fizycznych
i sktadu chemicznegdVarszawa.

Sharp GP2Y0A41SKOF data sheet.

Streszczenie

Skonstruowane przez autoréw stanowiskaystlo badania czujnikow opto-
elektronicznych podczas zdj laboratoryjnych z przedmiotow technicznych.
Studenci korzystagy z ukladu sprawdzajwptyw odlegidci, materialu oraz
ustawienia czujnikdw na odczyt podstawowych paraimet Eksperci oceniaj
cy skonstruowane stanowisko wystawili wysolicery uzyteczndci zestawu
podczas zaf laboratoryjnych.

Stowa kluczowe: elektronika, dydaktyka, przedmioty techniczne, aktgka
elektroniki, zagcia laboratoryjne.

Testing stand for optic sensors

Abstract

Testing stand for optic sensors constructed byatlirors is used during la-
boratory classes. Students using stand are chethednfluence of distance,
material, and position of sensors on basic paraseExperts evaluating this
testing stand set high mark of usefulness duribgrktory class.

Key words: electronics, didactics, technical subjects, didacof electronics,
laboratory class.
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